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Metalorganik Buhar Fazi Epitaksi (MOVPE) teknigi, buhar fazindaki
metalorganik éncillerin ve hidritlerin (V grubu element ile hidrojenin
yaptigi AsH3, NH3, PH3 vb. bilesikler) kati fazdaki alttas lGzerine ince
film halinde epitaksiyel olarak buyutulmesidir. Katman kalinligi ve
bilesimi Uzerinde hassas kontrol ile karmasik cok katmanli epitaksiyel
yapilar buyutme kapasitesine sahiptir.

Nanovak Sputter/Termal kombine cihazi, malzeme bilimi ve nanoteknolojide
alttaslar uzerine ince filmler veya kaplamalar olusturmak icin kullanilan cok
yonlu bir yuksek vakum biriktirme sistemidir. Sistem, bir adet RF sactirma
kaynagQi, bir adet DC sactirma kaynagi ve iki adet termal buharlastirma
kaynagina sahiptir. RF/DC sactirma, hedef malzemenin yuksek enerjili
iyonlarla bombardiman edilerek atomlarin veya molekullerin firlatilmasi ve
bir alttas Uzerine biriktirilmesi islemidir. Termal buharlastirma metodunda
ise, malzemeler isitarak buharlastirilir ve alttas Uzerinde yogunlastirilarak
malzemelerin kontrollu olarak biriktirilmesi saglanir.
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X-1sini kirinimi teknigi yariiletken ince filmlerin yapisal karakteristiklerini
ve kalitesini belirlemek, uclu alasimlarin alasim oranlarini ve orgu
sabitlerini belirlemek icin kullanilan, malzemeye hasar vermeyen en
temel tekniktir. Bu teknik, malzemelerin kimyasal bilesimi, tabaka
yonelimi, epitaksiyel tabakalarin kalinligi, tabakalar arasi gecisler,
gerilmeler ve dislokasyonlar hakkinda cok onemli bilgiler elde
edilmesini saglamaktadir.

Yiiksek Performans Atomik Kuvvet Mikroskobu (hp AFM)

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), arastirmacilarin ylzeyleri nano
boyutta incelemelerine olanak taniyan yuksek cozunurluklu bir
goruntuleme aracidir. AFM, uc ile yuzey arasindaki etkilesimin

dogasina bagli olarak temasli ve temassiz modlar gibi cesitli
modlarda calisabilir. AFM'den elde edilen veriler, yuzey
puruzlulugunun, dokusunun ve diger yuzey ozelliklerinin olculmesine
olanak taniyan yuzeyin topografik haritalarini olusturabilir.



N Sivas Cumhuriyet Universitesi
CUN AM Nanofotonik Uygulama ve

Arastirma Merkezi

ALTYAPI

Genis Spektrumliu (200 - 2200 nm) Yiiksek Cozuniirlakli
Fotoliminesans Spektrometre Sistemi

« Fotoliminesans (PL): Belirli bir dalga boyundaki isik ile uyarilan
malzemenin enerjiyi sogurarak daha yuksek enerji seviyesine cikmasi
ve temel seviyeye donerken yaydigi fotonlarin toplanmasi prensibine
dayanir. Toplanan fotonlarin dalga boyu ve siddeti malzemenin
karakteristik ozellikleri hakkinda bilgi sahibi olunmasini saglar.

« Raman Ol¢iimii: Numune lizerine dislrilen lazer 1siginin numunenin
molekulleriyle etkilesime girerek cok az sayida foton farkli bir dalga
boyunda geri sacilir ve i1s1gin frekansinda bir degisiklik meydana
gelir. Raman olcumu ile numunenin kimyasal baglarinin turleri, bag
yapilari, bag uzunluklari ve acilari, molekullerin nasil titrestigi ve
dondugu, numunenin faz durumu ve kimyasal yapisi, numunelerdeki
gerilme ve deformasyonlar, sicaklik ve basinc gibi cevresel
faktorlerin numune uzerindeki etkileri hakkinda bilgi sahibi olunur.

Kulicke ve Soffa Model 4124 Top Tel Baglayici

Altin bilyeli tel baglayici ile entegre bir devre yongasindan veya
baglantiya ihtiyac duyan baska herhangi bir cihaz icin iletken uclarin
yapiminda kullanilmaktadir. Bu sayede, bir cihaz yapisina guc
uygulanabilmekte ve sinyaller alinabilmektedir.
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Nikon Eclipse LV150N Optik Mikroskop

LV150N, cok cesitli gozlem yontemlerini ve optik kontrast tekniklerini destekleyen
cok yonlu bir endustriyel mikroskoptur. YUksek hassasiyetli analiz icin tasarlanmis
ve gelismis goruntuleme gereksinimleri icin optimize edilmistir. Seviye farkliliklarini
ve kusurlari tespit etmede yuksek hassasiyet saglar ve kirinim, girisim gibi kontrast
yontemlerini kullanarak renksiz, seffaf numuneleri gozlemleme yetene@ine sahiptir.

Axiolab 5 Mikroskop, biyoloji, malzeme bilimi, mikroskobik analiz ve dijital
goruntuleme gibi alanlarda kullanilmak uzere tasarlanmis, yuksek performansli
optik sistemleri ve gelismis dijital o0zellikleri sayesinde biyolojik arastirmalardan
tibbi analizlere, malzeme bilimi calismalarindan endustriyel kalite kontrol ve
eQitime kadar mikroskobik incelemelerin hassasiyetini ve dogrulugunu artiran bir
laboratuvar mikroskobudur.

Yariiletken endustrisindeki uygulamalarda kullanilan moduler bir mikroskop
sistemidir. Kullanim sirasinda lazer calismasina kolayca gecmesini saglayan 3 lensli
bir yaplya sahiptir.
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Hall teknigi, bir malzemenin Gzerinden gecen akim ve malzemeye uygulanan
manyetik alanin etkilesimi sonucu olusan Hall Mobilite Olctumleri, Hall Voltajl
Olcumleri, |-V Egrisi Olcimleri, Direng Olcumleri, Magnetodirenc Olcimleri,
Taslyicl Konsantrasyon Olctumleri, Dort ve Alti Kontakli Direnc Olcimleri icerir.
Oda sicakliginda ve 80-300 K calisma kapasitesine sahiptir.

Unitemp-100 RTP Sistemi (Taviama Sistemi)

UNITEMP RTP-100 Hizli Isil Islem Sistemi, metallerin mekanik dzelliklerini iyilestirme,
yariiletkenlerin kristallesmesi ve kusurlarin giderilmesi gibi cesitli amaclarla
kullanilan bir tavlama cihazidir. Bu sistem, malzemelerin vakum ortaminda veya
istenilen gaz altinda ylksek sicakliklarda hizli bir sekilde isitilmasini saglar. islem
sonrasl malzemeler, yavas ve kontrollu bir sekilde sogutulabilir.

Keitley 4200-SCS Yaniiletken Karakterizasyon Sistemi

Yariiletken yapilarin ve aygitlarin DC |-V, C-V ve darbe karakterizasyonu gibi
olcumlerin alinmasinda kullanilan bir sistemdir.
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Varian UV-VIS-NIR Spektrofotometre

Varian UV-VIS-NIR spektrofotometre sistemi, kati ve sivi numunelerin yansima,
gecirgenlik ve sogurma spektrumlarinin olculebildigi bir optik karakterizasyon
sistemidir. Bu sistem ile elde edilen spektrumlardan malzemenin kalinligi, bant
araligl, sogurma katsayisi, kirilma indisi vb. gibi parametreler hesaplanabilmektedir.

NanoMap 500LS 3D Profilometre

Nanomap LS 500 Kontak Profilometresi, malzemelerin yuzey topografisini
mikroskobik olcekte analiz etmek icin kullanilan hassas bir cihazdir. Farkli boyut ve
tirdeki malzemelerin yuzey puruzlulugu, step yuksekligi, egriligi ve sekli gibi
geleneksel yuzey Ozelliklerinin tespiti icin kullanilir.

ZeeScope Optik Profilometre

Optik profilometre ile tek bir noktadan, bir cizgiden veya bir alandan alinan 2 ve 3
boyutlu olcumler yapilabilmektedir. Profilometre yluzey morfolojisi, basamak
yukseklikleri ve yuzey puruzlulugu gibi yuzeyin topografik ozellikleri elde edilir. Sik
kullanilan Ra (Sa), Rq (Sq), Rz (Sz) parametreleri de dahil olmak tzere toplam 12
analiz parametresi saglanmaktadir.

NanoMap - LS
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OPT-S9000 Spektroskopik Elipsometre

Elipsometre, 1sigin bir malzemeden yansimasi sirasinda kutuplanmasinda
(polarization) olusan degisikligi dlcen bir 6lcim teknididir. Spektroskopik
elipsometre teknigi, malzeme Uzerine gelen polarize 1sigin polarizasyon durumunu
degistiren optik sistem hakkinda bilgi saglar. Bu teknik, tahribatsiz ve hassas
avantajlari nedeniyle onemli bir ince film olcum teknolojisidir. Sicaklia bagli élcum
aparati da bulunmaktadir. Bu sayede sicaklik degisiminin numunenin optik ozellikleri
uzerindeki etkisi de incelenecektir.

Deluxe Power Meter

Deluxe Power Meter (Liks Glc Olcer ya da Liksmetre), termopiller ve optik
dedektorlerle kullanilmak Uzere O0zel olarak tasarlanmis bir guc ve enerji olcum
cihazidir. Genis bant kaplamali cok yonlu piroelektrik enerji dedektorleri dusuk ile
yuksek guc yogunluklari olecmek icin optimize edilmistir. Fotodedektorler, termopil
dedektorleri ve hacim soguruculari nanowatt'tan kilowatt'a kadar olcum alma imkani
saglar. Bu cihaz genellikle optik sistemlerdeki optik guc, guc kaybi, guc ve enerji
yogunlugu gibi onemli parametreleri belirlemek amaciyla laboratuvarlarda veya
endustriyel ortamlarda kullanilir.
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HOGEN S40 S-Serisi Hidrojen Jeneratori

Hidrojen jeneratoru, elektroliz adi verilen bir islem kullanarak sudan hidrojen

uretmek icin kullanilan bir cihazdir. HOGEN S Serisi hidrojen Uretim sistemleri,
malzeme isleme, enerji santrali jenerator sogutmasi ve elektronik/yari iletken
imalati gibi uygulamalar icin 1,05 Nm3/s (40 scf/s) kadar ultra yiksek saflikta
hidrojen gazi uretir.

PSA Azot Jenerator Sistemi

Azot uretim Unitesi, havadan saf azot gazi elde eden bir endustriyel sistemdir. Azot
jeneratorleri, basincli havadaki oksijen molekullerini ayirarak calisir. Basing Salinimli
Adsorpsiyon (PSA) sistemi, oksijenin karbon molekilli stizgecte (CMS) adsorbe
edilmesiyle azot uretir. Bu islem, iki ayri basincli tankta, ayirma ve rejenerasyon
sUrecleri arasinda gecis yapilarak gerceklestirilir.

' VS Serisi Helyum Kiitle Spektrometresi Kacak Dedektorii

VS Serisi Helyum Kutle Spektrometresi Kacak Dedektoru, helyum gazini kullanarak
kacaklari tespit eden gelismis bir cihazdir. Helyumun inert, toksik olmayan ve kucuk
atom boyutuna sahip olmasi, en kucuk kacaklari bile guvenle sizdirabilmesini
saglar. Kacak dedektoru, test edilen ortamdaki helyumu ayirir ve cekilen helyum
miktarini icindeki kutle spektrometresi ile Olcerek yuksek hassasiyetle kacak
tespitine olanak saglar. Bu ozellikler, cihazi havacilik, otomotiv ve yari iletken
endustrilerinde ideal kilar.
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